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Sposób wzorcowania mierników natężenia pola elektromagnetycznego

Przedmiotem wynalazku jest sposób wzorcowania mierników natężenia pola elektromagnetycznego w
.szerokim paśmie częstotliwości.

Znany sposób wzorcowania mierników natężenia pola polega na pomiarze wartości napięcia na okładkach
kondensatora płaskiego, w którym następnie umieszcza się antenę wzorcowego miernika. Wartość natężenia pola
wzorcowego wyznacza się na podstawie wartości zmierzonego napięcia i odległości między okładkami konden¬
satora.

Zasadniczą niedogodnością techniczną wynikającą ze stosowania znanego sposobu jest ograniczony zakres
częstotliwości, przy której wzorcuje się miernik. Ograniczenie to jest powodowane zjawiskiem rezonansu kon¬
densatora oraz jego pojemnością własną i indukcyjnościami rozproszonymi. Znany sposób umożliwia wzorco¬
wanie mierników z niedokładnością rzędu ±3dB, poniżej częstotliwości około 50 MHz.

Istota sposobu wzorcowania według wynalazku polega na tym, że jako źródło wzorcowego pola elektro¬
magnetycznego stosuje się linię paskową z dielektrykiem powietrznym, obciążoną obciążeniem dopasowanym do
impedancji falowej linii paskowej i zasilającej ją linii przesyłowej. Wartość natężenia pola wzorcowego wyznacza
się na podstawie mocy doprowadzonej do prowadnicy falowej, jej impedancji falowej i odległości między ścian¬
kami prowadnicy falowej.

Zasadniczą korzyścią techniczna wynikającą ze stosowania sposobu według wynalazku jest możliwość
wzorcowania mierników natężenia pola w zakresie częstotliwości do około 1 GHz z dokładnością nie gorszą niż
±ldBt

Sposób według wynalazku jest objaśniony na przykładzie wzorcowania miernika natężenia składowej
elektrycznej pola elektromagnetycznego w obszarze FresnePa, w zakresie 1-1000 V/m, przy częstotliwości
lkHz-300MHz.

Wzorcowany miernik wyposażony jest w antenę dipolową, której ramię ma długość równą 2 cm. Do
wzorcowania stosuje się linię paskową z dielektrykiem powietrznym o impedancji falowej 50 omów i odległości
między ściankami 0,2 m. Linię paskową zasila się z generatora wielkiej częstotliwości o mocy 10 W i dołącza się
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do niej obciążenie bezodbiciowe, przy czym impedancja wyjściowa generatora mocy oraz impedancja obciążenia
równe są impedancji linii paskowej z dielektrykiem powietrznym. Następnie ustala się wartość mocy potrzebnej
dla uzyskania wymaganego natężenia składowej elektrycznej pola z zależności

P_Ę^L
Z

gdzie P jest mocą doprowadzoną do linii paskowej z dielektrykiem powietrznym, d - odległością między ścian¬
kami prowadnicy falowej, Z - impedancja falową prowadnicy falowej. Zmieniając częstotliwość pola i utrzy¬
mując stałą wartość mocy doprowadzanej do prowadnicy falowej utrzymuje się stałą wartość natężenia skła¬
dowej elektrycznej pola w prowadnicy falowej, w której umieszcza się antenę wzorcowanego miernika i wyzna¬
cza się częstotliwościową charakterystykę przenoszenia.

Zastrzeżenie patentowe

Sposób wzorcowania mierników natężenia pola elektromagnetycznego, polegający na umieszczeniu anteny
wzorcowanego miernika w polu wzorcowym o określonej wartości natężenia, znamienny tym, że jako
źródło wzorcowego pola elektromagnetycznego stosuje się linię paskową z dielektrykiem powietrznym, obcią¬
żoną obciążeniem dopasowanym do impedancji falowej linii paskowej i zasilającej ją linii przesyłowej.
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